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THzビームの偏光状態を精密検出できると、さらなる THz技術の発展に寄与できると考えられ

る。現在までに THz領域の偏光ビームを検出するためには光伝導スイッチ素子や電気光学サンプ

リングを用いる方法が提案され、テラヘルツ時間領域分光法（THz-TDS）と組み合わせることで

THz 偏光ビームの電場の振幅も含めて解析されている。しかしながら、装置は複雑で極めて高価

なものとなっている。本研究では高繰り返しのできないような THzビームを想定し、THzビーム

の偏光状態を一枚の THzイメージから偏光検出する手法を開発する。ここでは、未知の THz偏光

ビームは THz軸対称波長板（TAS plate）によって空間変調されたベクトルビームに変換され、こ

れを精密に解析することで未知の偏光状態を瞬時に検出するベクトル渦解析を提案している。 

 

入射偏光に直線偏光状態を用いたとき、TAS plateおよび検光子を透過後の THzカメラによって

撮像された THz強度分布を図 1(a1) に示す。これを図 1(a1) の角度方向に対する THz強度分布

としてフーリエ変換し、各フーリエ級数に対して計算すると、入射偏光のストークスパラメータ

（SPs）を全て算出できる。この SPsから THz強度を再計算し比較すると、図 1(a2) に示したよう

に THz強度分布が実験値と理論値でよく一致しており、本理論の有効性を確認できた。入射偏光

状態として検出された直線偏光 s1 = (790, 248, 248, 54)
Tと楕円偏光 s2 = (4953, 1283, 632, 1376)

T

（図 1(b1) と図 1(b2)）を TAS plateに入力させた場合、出力光は図 1(c1)と図 1(c2)に示すようなベ

クトルビームになる。ベクトルビームの偏光面が直線偏光入射のときはほぼ直線であったのに対

し、楕円偏光入射の場合、角度毎の偏光状態は楕円化した。TAS plateを用いた偏光検出法により、

未知の入射偏光だけでなく TAS plate 透過後のベクトルビームの偏光状態さえも検出可能となっ

た。これは THzビームを一度の撮像で偏光検出できるので、ベクトルビームのモニターになる。 
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